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Abstract (en)
The method involves searching two remarkable points of an initial longitudinal profile, and correcting a position of each remarkable point in an axial
direction perpendicular to a plane through an ophthalmic lens. A three-dimensional geometry of a final longitudinal profile is calculated in a reference
of the ophthalmic lens, resulting from geometric transformation of the initial longitudinal profile such that the final longitudinal profile passes through
the modified remarkable points during previous operation.

Abstract (fr)
L'invention concerne un procédé de calcul d'une consigne de détourage d'une lentille ophtalmique suivant un profil longitudinal. Selon l'invention,
ce procédé comporte : - une opération d'acquisition d'un profil longitudinal initial, - une opération de centrage de ce profil longitudinal initial sur la
lentille, - une opération de recherche de deux points remarquables de ce profil longitudinal initial, en fonction de criteres déterminés, - une opération
de calcul d'une coordonnée axiale modifiée de chaque point remarquable, en vue d'assurer un montage et un esthétisme correct de la lentille dans
sa monture de lunettes, et - une opération de calcul d'un profil longitudinal final résultant d'une transformation du profil longitudinal initial qui est telle
que le profil longitudinal final passe par les deux points remarquables.
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